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金ナノ粒子は単電子トランジスタにおけるクーロン島としての応用や[1]、有機 EL における正

孔注入促進層としての応用など[2]、幅広い用途が提案されている材料である。金ナノ粒子をデバ

イスに応用する上でその物性評価は材料特性の知見を得る上で重要である。試料の表面電位を評

価する手法の 1 つとしてケルビンフォース顕微鏡(KFM)があり、これまでに我々はオクタンチオ

ール/デカンジチオールの混合自己組織化単分子膜の表面電位測定を行うことで、単分子レベルで

の表面電位の評価を行ってきた[3]。今回この KFM をハイパーブランチポリスチレン保護金ナノ

粒子(HPS-Au NP)に適用することで、HPS-Au NP の表面電位測定を行ったので報告する。 

劈開したマイカ上に Au を蒸着し、フレームアニール処理を施すことで Au(111)/マイカ基板を作

製する。この基板上にトルエンを溶媒とした HPS 保護 Au ナノ粒子溶液をスピンコートにより塗

布し、UV/O3 処理を行うことで試料の作製を行った。この試料を超高真空(~10-8 Pa)に導入するこ

とで KFM 測定を行った。 

Fig. 1 (a), (b)に試料の凹凸像並びに表面電位像を示す。表面像において HPS-Au NP と思われる

輝点が観測されており、これに対応する位置では表面電位は周囲よりも低くなっている様子が分

かる。Fig.1 (b)から得られた表面電位信号をヒストグラム化すると Fig. 1 (c)のようになり、HPS-Au 

NP に起因すると思われるピークは周囲よりも 46 mV 低くなっていることが分かる。 
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Fig. 1 (a) Topography and (b) Surface potential image of HPS-Au NP/Au(111) sample. Scan size is 100 
x 100 nm2. (c) (Black solid line)Histogram of surface potential signals shown in (b). The histogram is 
fitted with two Gaussian peaks shown in black and red broken lines. 
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